
カプセルの分析

CT-X線を用いたカプセル及び錠剤内部の分析

錠剤内部の非破壊分析

CT-X線を用いて、
製造時期の異なる
カプセル1、カプセル2の
内部観察を行いました。

・製造時期の異なるカプセルの評価

カプセル1 カプセル2

目視では判別できない
微かな斑点有り

TOF-SIMSを用いて、
斑点が有ったカプセル2の
断面の成分分布観察を
行いました。

カプセル2の断面

100 μm

● 成分A
● 成分B
● 成分C

m/z 値分布
(TOF-SIMS)

斑点が有った箇所には、
成分Aが点在することが
観察されました。

・ CT-X線を用いた錠剤内部の観察

内部に明らかな
亀裂有り

内部に
微かな亀裂有り

CT-X線を用いて錠剤の内部観察を
非破壊で行いました。

・ CT-X線を用いた膜厚測定

CT-X線を用いて錠剤および粒子の
膜厚の測定を行いました。

膜厚: 約 45 µm

錠剤 粒子

膜厚: 約 3.19 µm
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